
静電容量を持つサンプルの絶縁抵抗計測も万全 

 

揺らぎの無い抵抗値データ 

コンデンサの抵抗成分を安定して計測します。絶縁劣化の瞬間を確実に記録できます。 

コンデンサの絶縁評価試験にも応用できます 
470μF のアルミ電解コンデンサの絶縁抵抗を計測したデータです。 

正確で安定な印加電圧 

印加電圧の制御回路は静電容量の影響を全く受けず、設定値を正確にサンプルに印加して

の試験が可能です。 

静電容量の接続により計測回路への入力応答時間の遅延が生じることで、印加電圧や抵抗値データが不安定になる傾向があります

が、ECM-100 シリーズのハイサイド計測回路ではこの問題を解決しています。 


